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MATERIA LECIONADA:

1) Conhecimentos fundamentais
- Histdria da Microscopia

- Limite de resolugao

- Sistemas de vacuo

- Canhdes de elétrons

- Lentes de elétrons

- AberracgGes

- Interagdo elétron-matéria

- Detectores de elétrons

2) Microscopia Eletronica de Varredura (MEV)

- Funcionamento e controle dos parametros basicos

- Danos pelo feixe de elétrons
- MEV ambiental

- Preparagdo de amostras

- Espectroscopia por dispersdo de energia de raios-X (EDS)

- Espectroscopia por dispersdo de comprimento de onda de raios-X (WDS)

- Difracdo de elétrons retroespalhados (EBSD)

3) Microscopia Eletronica de Transmissdo (MET)

- Funcionamento e controle dos parametros basicos

- O espago reciproco

- Modos de operagdo

- Preparagdo de amostras

- Difragdo de area selecionada (SAD)

- Difragdo por feixe convergente (CBED)



- Equipamentos com varredura do feixe (STEM)
- Microscopia de alta resolugao
- Espectroscopia por perda de elétrons (EELS)

- Correcdo de aberracao esférica
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